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摘要(译)

本发明描述了用于同时检测和/或量化样品中不同分析物或用于同时检测
和/或量化不同样品中分析物的系统，其包括：包括一组微电极（11a、
11b、11c、11d）的多电极芯片（10）；包括容纳多电极芯片（10）和
导管（22）的凹槽（21）的单导管单元（20），其中当多电极芯片
（10）插入所述凹槽（21）时，流体样品能通过所述导管依次流经多电
极芯片（10）的每个微电极（11a、11b、11c、11d）；以及多导管单元
（30），其包括容纳多电极芯片（10）和几个独立导管（32a、32b、
32c、32d）的凹槽（31），不同样品可通过这些导管（32a、32b、
32c、32d）独立流经所述多电极芯片（10）的每个电极（11a、11b、
11c、11d）。
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